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Abstract of DE41 24542 

The fault diagnosis arrangement includes a 
detector (5a,5b) of parameters of a tested 
equipment (6) and a memory (1,4) contg. a 
search tree with nodes corresp. to sub-units of 
the tested equipment and test tables (2) 
associated with each node. Each table contains a 
description of at least one parameter to be 
detected and an associated test condition. A fault 
probability table contains fault probabilities and 
names of daughter nodes corresp. to test 
condition results. A search inference device 
locates the origin of a defect according to the 
search tree and test tables. ADVANTAGE - 
Conducts two or more tests simultaneously and 
locates origin of fault from three or more origins. 
Diagnosis is performed highly efficiently. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(§) Fehlerdiagnoseeinrichtung 

® Eine Fehterdiagnoseeinrichtung sucht nach Fehlerursa- 
chen eines gepruften Gerates (6) uber einen Suchbaum 
dessen Suchbaumstruktur der Hardware- Organisation des 
gepruften Gerates entspricht, wobei die Knoten des Such- 
baumes den Untereinheiten des gepruften Gerates entspre- 
chen. Einige der Knoten einschliefcfich des Grundknotens 
haben drei oder mehr Tochterknoten. Eine TesttabeNe (2) 
die jedem Knoten mit Ausnahme eines Blattes zugeordnet 
ist, umfafit: eine Beschreibung von Parameter^ die von 
Detektieremheiten zu detektieren sind; Testbedingungen in 
bezug auf die von den Detektieremheiten zu detektterenden 
Parameter; und eine Fehlerwahrscheinlichkeitstabelle, die 
die^Fehlerwahrscheinlichkeitswerte und die Namen der 
Tochterknoten bezeichnet, die den jeweiligen Resultatmu- 
, stern der Tests entsprechen. Der gesamte Suchbaum kann 
, m einen in einem Hauptspeicher (1) gespeicherten Haupt- 
suchbaum und in in einem Hilfsspeicher (4) gespeicherte 
Zweigsuchbaume unterteilt sein. Die Zweigsuchbaume wer- 
den dann nach Bedarf in den Hauptspeicher (1) geladen. 
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Die Erfindung betrifft eine Fehlerdiagnoseeinrich- 
tung, die Fehler von verschiedenen Geraten und Vor- 
richtungen wie Industriemaschinen oder Systemen sol- 
cher Vprrichtungen usw. diagnostiziert 

Eine konventionelle Fehlerdiagnoseeinrichtung ist 
beispielsweise von R. Can tone, "Diagnostic Reasoning 
With IN-ATE™", Proceedings of A. I. '87 Conference. 
April. 1987, angegeben. Die Diagnose mit einer solchen 
Fehlerdiagnoseeinrichtung erfolgt nach MaBgabe des 
binaren Suchbaums von Fig. 5. Dabei wird zuerst ein 
Test t7 16 am Grundknoten des Suchbaums durchge- 
fuhrt, und dabei wird das Resultat wahr (t) oder unwahr 
(0 erhalten. Wenn das Resultat unwahr (f) ist, wird ein 
Test tl 17 durchgefuhrt Wenn das Resultat beim Test tl 
17 unwahr (f) ist, wird auf einen Eingabefehler 18 eines 
UUT bzw. gepruften Gerats geschlossea Wenn das Re- 
sultat beim Test tl 17 wahr (t) ist, wird der Test t3 19 
durchgefuhrt, urn mit der Diagnose fortzufahren. 

Die obige konventionelle Fehlerdiagnoseeinrichtung 
fuhrt die Diagnose Qber einen binaren Suchbaum durch, 
so daB die beiden folgenden Nachteile auftreten. 

Erstens konnen nicht gleichzeitig zwei oder mehr 
Tests durchgefuhrt und die erhaltenen Beobachtungsda- 
ten miteinander verglichen werden, um so eine Fehler- 
ursache aus drei oder mehr Fehlemrsachen zu bestim- 
men oder aus einer Zwtschenhypothese auf Fehlemrsa- 
chen zu schlieBen. 

Wenn die gepruften Gerate kompiiziert sind, wird 
zweitens der binare Suchbaum dafur groB und kompii- 
ziert Daher wird die Erstellung des Suchbaums schwie- 
rig. Wenn ferner nicht der gesamte Suchbaum in den 
Hauptspeicher eines Rechners geladen werden kann, 
wird die AusfQhrung der Diagnose extrem langsam oder 
spgar unmOglich. 

Aufgabe der Erfindung ist daher die Bereitstellung 
einer Fehlerdiagnoseeinrichtung, die gleichzeitig zwei 
oder mehr Tests durchfuhren kann und iiber die Resul- 
tate dieser Tests eine Fehlerursache aus drei oder mehr 
Fehlerursachen bestimmen kann. Ferner soil dabei eine 
Fehlerdiagnoseeinrichtung bereitgestellt werden, die ei- 
ne GroBdiagnose mit hohem Wirkungsgrad durchfuh- 
ren kann. 

i Die genannte Aufgabe wird gernaB der Erfindung ge- 
lost durch eine Fehlerdiagnoseeinrichtung, die aufweist: 
eine Detektiereinrichtung, die Parameter eines gepruf- 
ten Gerates detektiert; eine Speichereinrichtung; einen 
in der Speichereinrichtung gespeicherten Suchbaum, 
der jeweiligen Untereinheiten des gepruften Gerats 
entsprechende Knoten hat, so daB der Suchbaum eine 
Struktur hat, die der Hardware-Organisation des ge- 
pruften Gerates entspricht; in der Speichereinrichtung 
gespeicherte und jeweiligen Knoten des Suchbaums zu- 
geordnete Testtabellen, die jeweils aufweisen: eine Be- 
schreibung wenigstens eines von der Detektiereinrich- 
tung zu detektierenden Parameters, wenigstens eine 
Testbedingung in bezug auf den von der Detektierein- 
richtung detektierten Parameter, und eine Fehlerwahr- 
scheinlichkeitstabelle, die Fehlerwahrscheinlichkeiten 
und Namen von Tochterknoten, die jeweiligen Resulta- 
ten der Testbedingung entsprechen, enthait; und eine 
Such/Inferenzeinrichtung, die nach MaBgabe des Such- 
baums und der Testtabellen nach einer Fehlerursache 
des gepruften Gerats sucht und sie bestimmt; wobei 
wenigstens einer der Knoten wenigstens drei Tochterk- 
noten hat und die dem Knoten mit wenigstens drei 
Tochterknoten zugeordnete Testtabelle aufweist: eine 
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Beschreibung von wenigstens zwei Parametern, die von 
der Detektiereinrichtung zu detektieren sind; wenig- 
stens zwei Testbedingungen in bezug auf die von der 
Detektiereinrichtung detektierten beiden Parameter; 
und eine Fehlerwahrscheinlichkeitstabelle, die Fehler- 
wahrscheinlichkeiten und Namen von Tochterknoten 
bezeichnet, die jeweiligen Resultatmustern der Testbe- 
dingungen entsprechen. 

Bevorzugt hat der Grundknoten des Suchbaums we- 
nigstens drei Tochterknoten. AuBerdem ist es bevor- 
zugt, daB die Speichereinrichtung einen Hauptspeicher 
und einen Hilfsspeicher umfaBt und daB der Suchbaum 
in einen Hauptsuchbaum, der im Hauptspeicher gespei- 
chert ist, und Zweigsuchbaume, die im Hilfsspeicher ge- 
speichert sind, unterteilt ist, wobei die Such/Inferenzein- 
richtung erforderlichenfalls einen Zweigsuchbaum in 
den Hauptspeicher ladt 

Die Erfindung wird nachstehend auch hinsichtlich 
weiterer Merkmale und Vorteile anhand der Beschrei- 
bung von Ausfuhrungsbeispielen und unter Bezugnah- 
me auf die beiJiegenden Zeichnungen naher erlautert 
Die Zeichnungen zeigen in: 

Fig. 1 ein Blockschaltbild, das die Organisation einer 
Fehlerdiagnoseeinrichtung gemaB einem Ausfuhrungs- 
beispiel der Erfindung zeigt; 

Fig. 2 ein FluBdiagramm, das den von der Fehlerdia- 
gnoseeinrichtung nach Fig. 1 angewandten Diagnose- 
ablauf zeigt; 

Fig. 3 im einzelnen die Organisation des Hauptsuch- 
baums und eines Zweigsuchbaums, die in den Haupt- 
speicher der Fehlerdiagnoseeinrichtung von Fig. 1 gela- 
den sind; 

Fig. 4 Einzelheiten der Testtabelle am Grundknoten 
des Suchbaums von Fig. 3; und 

Fig. 5 ein Diagramm, das den Suchbaum zeigt, mit 
dem eine konventionelle Fehlerdiagnoseeinrichtung 
nach der Fehlerursache eines gepruften Gerats sucht 
und sie bestimmt 

In den Zeichnungen sind gleiche oder entsprechende 
Teile jeweils mit gleichen Bezugszeichen versehen. 

Nachstehend wird ein bevorzugtes Ausfuhrungsbei- 
spiel der Einrichtung beschrieben. 

Das Blockschaltbild von Fig, 1 zeigt die Organisation 
des Ausfuhrungsbeispiels der Fehlerdiagnoseeinrich- 
tung. Diese kann durch einen Rechner und periphere 
Einrichtungen implementiert sein. In dem Hochge- 
schwindigkeits- Hauptspeicher 1 des Rechners ist ein 
Hauptsuchbaum gespeichert, mit dem die Fehlerursa- 
chen gesucht werden, um die Diagnose des gepruften 
Gerats 6 durchzufiihren. Im Hauptspeicher 1 sind ferner 
jeweiligen Knoten zugeordnete Testtabellen gespei- 
chert Jeder Knoten entspricht einer Hardware- Unte- 
reinheit des geprOften Gerates 6, und an jedem Knoten 
des Suchbaums ist der Knotenname gespeichert, der die 
entsprechende Untereinheit des gepruften Gerates 6 
bezeichnet Wie noch beschrieben wird, sind ferner an 
jedem Knoten die Fehlerwahrscheinlichkeiten der den 
Knoten jeweils zugeordneten Untereinheiten des ge- 
pruften Gerates 6 und erforderlichenfalls der Name des 
Zweigsuchbaums, der mit dem im Hauptspeicher 1 ge- 
speicherten Hauptsuchbaum zu verbinden ist, gespei- 
chert Diese Zweigsuchbaume sind in einem Hilfsspei- 
cher 4 gespeichert und werden nach Bedarf in den 
Hauptspeicher 1 geladen. 

Eine Such/Inferenzeinrichtung 3, die durch ein Pro- 
gramm implementiert sein kann, sucht nach den Fehler- 
ursachen iiber den in den Hauptspeicher 1 geladenen 
Suchbaum. Detektiereinrichtungen wie etwa eine De- 
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tektiere.nheit 1 5a und eine Detektiereinheit II Sb in 
Fig. detektieren die Zustande (d. h.die Parameter) wie 
Spannungen, Strdme. Temperaturen und Fehlercodes 

ichnittsteile 5c fordert von emem Analytiker 7 eine Ein- 
S»be des Fehierzustands an oder erteilt ihm Reparatur- 

Das FluBdiagramm von Fig. 2 zeigt den Diagnoseab- 
lauf. der von der Fehlerdiagnoseeinrichtung von Fie. 1 
angewandt wird. und F.g. 3 zeigt im einzelnen die Or- 
ganisation des Hauptsuchbaums und eines Zweigsuch- 
iJX 4tr m ~ n Hau P*spe«cher der Fehlerdiagnosee- 
innchtung von Fig. 1 geJaden ist Fig. 4 zeigt die Einzel- 
Jon Rg 3. Testtabe,,e am Gmndknoten del Suchbaums 

Nach Fig. 3 hat der Grundknoten 8 drei Tochterkno- 
^ U? .V W4r 6 'Sf " Gase 'nh«tsknoten 9a. einen Alarm- 
einheitsknoten 9b und einen Kesseleinheitsknoten 9c 

£tZ2S22^^?"<** der Alarm- und 
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spejchert Die Such/Inferenzeinrichtung 3 beurteilt ob 

sind ?,nH 8Un ^ n in d , C " jCWeili « en Zeilen a "nd b erf QHt 
wahrm d Jf e,Cher l d ^ ? eurt «a»ngsergebnis, n&ralfch 
wahr (t) oder unwahr (ft in der letzteii Spalte der Beur- 

XuV g %tVar ( r ngung a wahr (t) und far die 

h.5i n ^ Feh '*? rahrschein,icnkeitstabelle »2 der Testta- 

und dif Mam i* ^ r eh,e ^hrscheinlichkeitswert e 
und die Namen der Tochterknoten. die den in der Beur- 
e.lungstabelle 11 gespeicherten Beurteilungsergebnls- 
sen zugeordnet sind. In dem Fall von Fig. 4 1 entepricht 
die erste Zeile dem Resultatmuster wahr (t) fS? die Be 

^ U "u Wahr <° fQr die Bedingungb Dabei ist 
!n !f ^«?heW«fckeit des Auftrete£ eines Feh- 

„li? £ r t GaS c C, ^ eit < durch den Tochterknotennamen 
ma l w k en K S ? a , t t, bC2eichnet ) °* wah ™d die nor 
m ? ,e Wf hl ^heinlichkeit 0 ist Die ungewisse Wahr 
sche.nlichkeit ist 0,2. I„ gleicher Weise emsoricM d. f e 
ZWeite Ze e Hem P....I..! . .F ncnt a,e 



Em im Hilfsspeicher 4 gespeicherter Zweiesuchh*,.™ 2» ZeUe dem Resultatmuster unwahr (0 far die Be- 

der einen Grundknoten 14 und zwei S^knoten' w™? "? h . r , (t) fflr ^ B ^ingung b, Dabei ist 

namlich einen Ventilknoten 14a und elnenTumSS le ™ n ^ des Auf&tens eines Feh- 

ten 14b. hat. ist in den Hauptspeicher 1 SadeTum mt tZ^ r A J a ™f" he " OA wahrend die normale Wahr- 
dem Gaseinheitsknoten 9a%?ko PP \,t f f 4 r de„ U nS 25 SSfS^S^"^' Wa h™hein.ichkeh 

dadurch den Hauptsuchbaum von dem Gaseinheitskno^ entsnrirh? S -k • ( t C m '. t sons »8 e " bezeichnet ist) 

ten 9a aus fortzusetzen. Andererseits sind I die fidSi SJS3e wj£2^F?^ UW bei denen die 

Tochterknoten. namlich der Tochterknoten 9d fflr den Wahrscheinhchkeit 1 ist 

Sensor 1 und der Tochterknoten 9e Wr^en L^so" Z de? schdS^ Wah «- 
Alarmeinheitsknotens 9b von anfang an im Hauoanei. ,« »»* hJI ^ o nndden Namen des Tochterknotens 

cher 1 gespeichert Ein weiterer Zwfi«uSbaum S tader L ? Beurte,, " n ,f reSU,tatmuster «"spricht. das 

gezeigt). der mi, dem Kesse.einheitskfoten ScTuV M- "pilose ^dtS^V 1 | eS P dchert «<• ^enn bei- 

dung eines integralen Teils des davon aussehenden SlfT^f die . Resu,t . a «/ der Beurteilungstabelle 1 von 

Suchbaums zu verbinden ist wird erforderhS ^ sVSiS^^ Suc ™»!'™™™*- 

den Hauptspeicher 1 geladen. Eine Testtabelle ist ieHem if • , d J! • ' Zei,en d,e erste Zeile der Fehler- 

Tochterknoten aufwfi S ende n ^SS^SSSS^si Te , " hchke ' ts f abe »« «2 a usgewahlt Damit w?rd 

sind dem Grundknoten 8 bzw. dem Alarmemhehskno wfh^K . < &2?£ ttAmtea 9a zu geordnete Fehler- 

Wafl?^ 'oeenoef * ^ °* 8 aUSge,eSe "- Damit ist 

m :^ s 5nS^^^^ 40 Ie rh c rs h ci;:^^ in w - 

Die Diagnose wird gemaO dem Ablauf von Fib. 2 
durchgefuhrt * 

In Schritt SI wird von der Such/Inferenz-Einheit 3 die 45 
Testtabelle 2 am Grundknoten 8 des Hauptsuchbaums 
ausgewahlt Fig. 4 zeigt die Einzelheiten der Testtabelle 
am Grundknoten des Suchbaums von Fig. 3. In der er- 
sten Spalte einer Detektiertabelle 10 sind Namen von 



DetektoTernheUenTE^ „ f"****%^*«Z 

«. ^voriiegenden Fall entsprechende ifiSSSt 50 SeS^ 



• ~ ~"vn ■ i-inr i unu i civir^ gespeicnert die 

im vorliegenden Fair entsprechende Temperaturen in 
dem geprtiften Gerat 6 detektieren. Wenn die Such/In- 
ferenzeinnchtung 3 diese Testtabelle 2 in Schritt Si aus- 
wahlt, werden die in der Detektiertabelle 10 gespeicher- 
ten Detektoreinheiten aktiviert, und die in der zweiten 
Spalte der Detektiertabelle 10 gespeicherten Befehlspa- 
rameter werden zu den jeweiligen Detektoreinheiten 
ubertragen. Daraufhin detektieren die Detektoreinhei- 
ten die den Befehlen entsprechenden Werte. Die Werte 
oder Parameter, und zwar 120° bzw. 60°. die von den 
jeweiligen Detektoreinheiten detektiert werden. wer- 
chCTt Spa ' te dCr Detektiertabe "e to gespei- 

Eine Beurteilungstabelle 11 der Testtabelle 2 enthalt 

ne Vielzah vnn R».n.il,< n .. _J_. ,■ 



U8« k j nr Z . ^cnierwanrscheinJichke ts- 
kastchen des Tochterknotens gespeichert der von der 

t ■ der L Te . st t ab e«e 2 bezeichnet ist Die Fehlerwahr- 
scheinlichkeitskastchen der jeweiligen Knoten sind I im 
Hauptspeicher 1 gespeichert 

c J"- r C k^ • ? T d ab 8 efra g«. °b die Fehlerwahr- 
schemhchkeit des betreffenden Knotens (des Gasein- 
heitsknotens 9a in dem Fall, dessen Testresultate den in 
Fig. 4 gezeigten Resultaten entsprechen) einen vorbe- 
stimmten Grenzwert iiheretAi^ ~u A. i ' .? . 



Knoten ein Blatt ist (dZSX^ESSXZ 

t T JLl en r T ? chte : knote n "och einen damit zu verbiS- 
denden Zwe.gsuchbaum hat> Wenn die Fehlerwahr- 
scheinlichkeit den Grenzwert Qbersteigt und der betref- 
55 fende Knoten ein Blatt ist, bestimmt die Such/Inferenz- 
einnchtung 3 daB die durch den Knotennamen EK- 
nete Einheit fehlerhaft ist und beendet die Diagnose 
Wenn dagegen der betreffende Knoten kein Blatt ist 
oder wenn die Fehlerwahrscheinlichkeit des Knotens 

unter dem Grenzwert liegt. geht der Ablauf der dS- 
sezu Schritt S4weiter. e 

^hLS?'^ Wi ^ d ■*« efr W ob die Fehlerwahr- 
scheinlichkeit des betreffenden Knotens den vorbe- 
stimmten Grenzwert Obersteigt und ob der betreffende 
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eine Vielzah. y^S^irii^SSi^ „ SST£T7^ ^'T* U " d ° b dcr 

.nbezugaufdiedetektiertenParameter.IndemTFI?; £ "2 m ******* Zweigsuchbaum 

gezeigten Fall sind in der ersten und der zweiten Ze ile dei ? lj # Feh 'erwahrschemlichkeit des Knotens 

2 we,Beunei,ungs-bzw.Testbedin g ungenaun e d n b Z g'e e SfiC tTS S 
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Schritt S5 aus dem Hilfsspeicher 4 in den Hauptspeicher 
1 geladen. In dem in Fig. 4 gezeigten Fall wird also der 
mit dem Gaseinheitsknoten 9a von Fig. 3 zu koppelnde 
Zweigsuchbaum in Schritt S5 in den Hauptspeicher 1 
geladen. Oann werden in Schritt SI die in der Testtabel- 
le 15 am Grundknoten 14 des Zweigsuchbaums be* 
schriebenen Tests ausgefQhrt Es ist im Qbrigen zu be- 
achten, obwohl nicht explizit in Fig. 2 gezeigt daB dann, 
wenn die Fehlerwahrscheinlichkeit des betreffenden 
Knotens den Grenzwert flbersteigt und der betref fende 
Knoten einen im Hauptspeicher 1 gespeicherten Toch- 
terknoten hat, die in der Testtabelle an dem betreffen- 
den Knoten beschriebenen Tests ausgefQhrt werden. 
Wenn beispielsweise der betreffende Knoten der 
Alarmeinheitsknoten 9b von Fig. 3 ist, werden die in der 
Testtabelle 2a beschriebenen Tests in ahnlicher Weise 
wie am Grundknoten 8, der unter Bezugnahme auf 
Fig. 4 bereits beschrieben wurde, ausgefQhrt 

Wenn die Fehlerwahrscheinlichkeit am betreffenden 
Knoten in Schritt S4 unter dem Grenzwert liegt, wird in 20 
Schritt S6 von der Such/lnferenzeinrichtung 3 ein Kno- 
ten des im Hauptspeicher 1 gespeicherten Suchbaums 
ausgewahlt in dessen Fehierwahrecheinlichkeitskast- 
chen eine maxim ale Fehlerwahrscheinlichkeit gespei- 
chert ist Im folgenden Schritt S7 wird der dem ausge- 
wahlten Knoten zugeordnete Test ausgefQhrt und die 
Ausfuhrung der Diagnose springt zu Schritt S2 zurflck. 

Bei dem obigen Ausfuhrungsbeispiel ist der gesamte 
Suchbaum in einen im Hauptspeicher i gespeicherten 
Hauptsuchbaum und im Hilfsspeicher 4 gespeicherte 
Zweigsuchbaume unterteilt so daB ein Zweigsuchbaum 
nach Bedarf in den Hauptspeicher 1 geladen wird. Es 
kann aber auch, urn den maximalen Wirkungsgrad zu 
erztelen, der gesamte Suchbaum im Hauptspeicher 1 
gespeichert sein. AuBerdem kann die Such/lnferenzein- 
richtung 3 auch durch Hardware anstatt durch ein Pro- 
gramm implemen tiert sein. 
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drei Tochterknoten hat und die dem Knoten mit 
wenigstens drei Tochterknoten zugeordnete Test- 
tabelle aufweist: eine Beschreibung von wenigstens 
zwei von der Detektiereinrichtung zu detektieren- 
den Parameters wenigstens zwei Testbedingun- 
gen in bezug auf die zwei von der Detektiereinrich- 
tung detektierten Parameter; und eine Fehlerwahr- 
scheinlichkeitstabelle, die Fehlerwahrscheinlichkei- 
ten und Namen von Tochterknoten bezeichnet die 
jeweiligen Resultatmustern der Testbedingungen 
entsprechen. 

2. Fehlerdiagnoseeinrichtung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet daB ein Grundknoten des 
Suchbaums wenigstens drei Tochterknoten auf- 
weist 

3. Fehlerdiagnoseeinrichtung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet dafl die Speichereinrichtung 
einen Hauptspeicher (1) und einen Hilfsspeicher (4) 

. umfaBt und dafl der Suchbaum in einen im Haupt- 
speicher (1) gespeicherten Hauptsuchbaum und in 
im Hilfsspeicher (4) gespeicherte Zweigsuchbaume 
unterteilt ist wobei die Such/lnferenzeinrichtung 
(3) nach Bedarf einen Zweigsuchbaum in den 
Hauptspeicher (1) lad t 
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!. Fehlerdiagnoseeinrichtung zur Bestimmung ei- 
ner Fehlerursache eines geprflften Gerates, ge- 
kennzeichnet durch 

eine Detektiereinrichtung (5a, 5b) f die Parameter 
eines geprQften Gerates (6) detektiert; 
eine Speichereinrichtung (1, 4); 
einen in der Speichereinrichtung gespeicherten 
Suchbaum mit Knoten, die jeweiligen Untereinhei- 
ten des gepruften Gerates (6) entsprechen, so daB 
der Suchbaum eine def Hardware-Organisation 
des geprQften Gerates entsprechende Suchbaum- 
strukturhat; 

Testtabellen (2), die in der Speichereinrichtung (1) 
gespeichert und jeweiligen Knoten des Suchbaums 
zugeordnet sind, wobei jede Testtabelle aufweist: 55 
eine Beschreibung von wenigstens einem von der 
Detektiereinrichtung zu detektierenden Parame- 
ter; wenigstens eine Testbedingung in bezug auf 
den von der Detektiereinrichtung detektierten Pa- 
rameter; und eine Fehlerwahrscheinlichkeitstabel- 60 
le, die Fehlerwahrscheinlichkeiten und Namen von 
Tochterknoten bezeichnet die jeweiligen Resulta- 
ten der Testbedingung entsprechen; und 
eine Such/lnferenzeinrichtung (3), die eine Fehler- 
ursache des geprflften Gerates nach MaBgabe des 65 
Suchbaums und der testtabellen sucht und be- 
stimmt; 

wobei wenigstens einer der Knoten wenigstens 
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